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Técnicas de Caracterização de Materiais 

 

Nível: Mestrado e doutorado 

Obrigatória: Sim 

Área(s) de Concentração: Ciência, Engenharia e Tecnologia de Materiais 

Carga Horária: 60h 

Créditos: 4 

 

Ementa: 

Caracterização de partículas e sistemas particulados: densidade volumétrica, densidade aparente, 

densidade real (picnometria e picnometria de hélio). Distribuição de tamanhos de partículas 

(peneiramento, técnicas de sedimentação, técnicas de espalhamento de luz), distribuição de tamanho 

e morfologia das partículas (microscopia), distribuição de tamanhos de poros (porosimetria de 

mercúrio). Difração e fluorescência de raios-X. Microscopia: microscopia óptica, microscopia 

eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de força atômica. 

Análises térmicas: análise térmica diferencial, calorimetria diferencial de varredura, análise 

termogravimétrica, análise termodilatométrica, análise dinâmico mecânica, análise termomecânica. 

Espectroscopias: ultravioleta, visível, infravermelho, RAMAN, energia dispersiva, de impedâncias. 
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